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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LItt{A (5}
mukasurat yang bercetak sebelun anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LII,IA (5) soalan. Semua soalan nesti dijawab di dalan
Bahasa Malavsia.
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1. (a) Huraikan proses-proses dalam peneri-ksaan serapan cecair
(liquid penetrant inspection) yang boleh dicuci dengan
air.
(40 narkah)
(b) Apakah sifat-sifat fizik yang akan karnu t,irubangkan dal-an
penilihan cecair untrlk ujian serapan cecair?
(30 narkah)
(c) Apakah kebaikan-kebaikan dan bataEan-batasan peureriksaan
serapan cecair? Cadangkan bagaimana kamu boleh atasj-
batasan-batasan ini.
(30 narkah)
2- (a) Apakah langkah berjaga-jaga (precautions) yang perlu
kamu t'inbangkan sebelurn membuka (decapsulate) peranti
semikonduktor?
(35 narkah)
(b) Huraikan operasi alat pemaneut hakis (iet etcher) dengan
bantuan gaurbarajah yang sesuai.
(5O narkah)
(c) Terangkan bagaimana hakisan (etching) bahan kinia yang
seramat boleh dicapai dalam alat pernancut hakis (iet
etcher).
(15 narkah)
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Bincangkan bagaimana sinar
untuk menghasilkan kontrast
(40 narkah)
(b) Terangkan bagaimana cara untuk mengurangkan inej yang
kurangjelas(unsharpness)bilamemeriksasampeldengan
sinar X.
(40 rnarkah)
Terangkan bagaimana radiogran yang stereo (stereo
radiography) boleh diPerolehi'
(20 narkah)
satu sampel terdiri daripada plastik d.an logam seperti
yang ditunjuk dalarn Rajah S4' Ada1ah disyaki yang
plastikmengurai(delaninates)darilogamdankosongan
angin (voicl) terdapat dalam plastik'
Cadangkan Eatu uJ ian tak nusnah
penguraian (delanination) dan mengukur
kolonB8n engln
pl8!tll
lotu
plr.tlk
X berinteraksi dengan bahan
dalam inej.
4.
(c)
(a)
untul< mengesan
jarak rh | .
(10 narkah)
Rajah S4
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(b) Terangkan prinsip-prinsip ujian yang anda guna di soaran
4(a).
(40 narkah)
(c) Huraikan bagaimana anda menyediakan sampel untuk
dianalisa dengan ujian ini.
(1o markah)
(d) Terangkan dengan jelas bagaimana jarak rhr dalan Rajah
54 boleh ditentukan dengan ujian ini.
(40 narkah)
5' (a) Bandingkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan :
(i) mikroskop optik
(ii) mikroskop skan elektron
(40 narkah)
(b) Bincangkan maklumat yang boreh diperolehi bila pancaran
elektron berinteraksi dengan sampel daram mikroskop skan
elektron,
(30 narkah)
(c) Terangkan dengan bantuan gambarajah yang sesuai
bagainana isipadu interaksi pancaran elektron (electron
beam interaction volume) berubah dengan:
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(i) ketumPatan samPel
(ii) voltan pecutan (acceleration voltage)
(iii) nombor atom
(iv) satu rnuka bersudut 45o dari pancaran elektron
Yang berPaksi tegak.
(30 markah)
6.(a)Terangkanujianpermulaandanprosedurpenan9'anan
(handlingprocedures)bi}asekepingpecahan(fracture)
diberi kePada anda untuk analisa'
(4O narkah)
(b) Senaraikan semua ciri-ciri nikroskopik dan malsroskopik
yangbolehdidapatidalamsekepingpecahan.Terangkan
duaciri-ciriyangmembantupenentuantempatberrnula
Pecahan (origin of fracture) '
(40 markah)
(c) Terangkan pembentukan dimpel-dinpel (dimples) dalam
suatu pecahan tegangan rnelebihi had (tensile overload) '
(20 narkah)
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